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摘要(译)

提供一种能够在结构上提高分辨率的超声探头。该超声探头包括：超声
探头，其向对象发射超声波;光学探头利用光检测从对象的内部组织反射
的超声波，并且超声波探头的开口大于光学探头的开口。这样，可以通
过大开口检测来自对象的反射波（超声波），从而可以获得相对于发送
的超声波的宽度的高分辨率。
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